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Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa Industrial
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Primer cuatrimestre

1. Sea f : R3 −→ R3 una aplicación lineal, y consideremos la base de R3, B =

{−1,−1,−1), (−2, 1, 3), (−1, 1, 2)}. Supongamos que:

MB(f) =

⎛⎝−1 −1 1
1 1 −1
2 1 x

⎞⎠ .
donde x es tal que (−2, 1, 3) + (−1, 1, 2) ∈ Ker f .

i) Demuestra que x = −1.

ii) Calcula la matriz de f respecto de la base canónica de R3 y su expresión anaĺıtica.

iii) Estudia la inyectividad y suprayectividad de f . Calcula bases del núcleo y de la

imagen de f .

iv) Si v = (−1,−1,−1)C , calcula las coordenadas de f(v) respecto de la base B y si

w = f(v), calcula las coordenadas de f(w) respecto de la base C.

(4.5 puntos)

2. Consideremos la matriz:

A =

⎛⎝ 2 2 5
0 3 0
1 −2 −2

⎞⎠ .
Analiza si es diagonalizable y en caso afirmativo calcula la matriz diagonal semejante y

una matriz de paso asociada.

(3.5 puntos)

3. Calcula los valores de a y b para los cuales la función




